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温度に依存するか??
放電発生回数の見積もり
適切な試験環境
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共同研究体制No3

一次放電の温度依存性

JAXA KIT
閾値電圧 GEO / LEO
放電発生頻度 LEO LEO

放電発生閾値電圧の温度依存性

試験方法と結果

No4
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試験システム（JAXA）No5
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試験システム（JAXA）No7

Heat panel

Solar array coupon
XY stageTREK

Shroud

試験環境

• 背圧: 5x10-5Pa
• 電流密度: 4A/m2

• 加速電圧: 9kV
• バイアス電圧: 6kV

No8
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放電試験回路No9
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試験手順No10
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放電発生個所と電流波形No11

20’C -110’C

放電発生個所と電位分布No12

20’C -110’C
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表面電位の変化No13

閾値電圧

帯電速度

低温 室温

放電発生の閾値電圧No14

室温 低温

閾値電圧 1.3kV 1.4kV
標準偏差 0.5 0.1

閾値電圧は低温と室温で変わらな
かった
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放電発生頻度

試験方法と結果

No15

放電試験システム (KIT)No16
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放電試験システム(KIT)No17

Shroud

Solar array coupon

QMAS

試験方法No18

室温で1時間、放電試験

シートヒーターで温度を上げる

高温で1時間、放電試験

液体窒素を投入し、低温にする

低温で1時間、放電試験

3時間、大気に暴露

バイアス電圧増加

165

第 7回「宇宙環境シンポジウム」講演論文集

This document is provided by JAXA.



試験条件No19

Vbias[
V]

Experiment
time[min] Ne[1/m3] Te[eV] Pressure

[Pa]

Coupon
temperature[℃]
Hig
h room low

-200 60 6×1012 0.7 2.9×10-2
64
~
66

30
~
31

-34
~

-29

-300 60 7×1012 0.7 2.7×10-2
64
~
65

30
~
30

-42
~

-34

-400 60 7×1012 0.7 3.6×10-2
63
~
65

20
~
39

-46
~

-33

放電発生頻度と温度の関係

Bias Room(30℃) High(60℃) Low(-30℃)
-200 0 1 6
-300 3 9 28
-400 15 11 60

No20

放電頻度

低温 室温

JAXAでの試験結果と同じ
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放電発生頻度と温度の関係
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まとめNo22

• GEO環境において、放電発生閾値は低温と常温で変わらな
い（ただし、パネルは新品の状態）（JAXA）

• LEO環境では、温度がさがるほど放電頻度が高くなった（
JAXA、KIT）

• 放電発生頻度の見積もり
– 閾値は温度を考慮しなくてもよい

– 帯電カーブは考慮しなければならない

• ESD試験のための適切な放電試験環境
– 放電閾値を特定するための試験に限ると、温度は考慮しなくてもよい

No22
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課題

• GEO環境での放電試験＠KIT
• 吸着ガスが放電発生頻度に与える影響

No23
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